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Координаторы предконференции: 

д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич, ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич, АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ 

07.09.2026 

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00-09:10 

Приветствие. Открытие Предконференции №1 

академик РАН, д.т.н., проф. Красников Геннадий Яковлевич 

Председатель Программного комитета Российского форума 

«Микроэлектроника 2026», руководитель приоритетного 

технологического направления «Электронные технологии» РФ  

09:10-09:15 

Порядок работы и программа Предконференции №1 

д.т.н., проф. Никифоров Александр Юрьевич,  

ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ 

 

09:15-13:30 

Блок «Экстремальная электроника» 

 

Модератор: 

к.т.н. Чуков Георгий Викторович, 

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

1 09:15-09:30 

Рациональный методический подход к радиационным испытаниям 

ЭКБ: состояние дел и ближайшие задачи 

к.т.н. Чуков Георгий Викторович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

2 09:30-09:45 

Хронология развития отечественного испытательного 

оборудования для определения стойкости ЭКБ к воздействию 

тяжёлых заряженных частиц космического пространства  

в XXI веке 

Ватуев Александр Сергеевич, АО «НИИП» 

3 09:45-10:00 

Аппроксимация профиля рассеяния ионизирующего излучения 

при оценке локальных дозовых нагрузок 

Шарапов Артем Алексеевич, АО «НИИП» 

4 10:00-10:15 

Выявление признаков контрафактной продукции на этапе 

подготовки и проведения радиационных испытаний 

к.т.н. Яньков Андрей Ильич, ООО «НПП «Детектор» 

5 10:15-10:30 

Компактные методы C–V-диагностики радиационной деградации 

MOП-транзисторов 

Ph.D. Метревели Алексей Александрович, НИЯУ МИФИ 

6 10:30-10:45 

Закономерности распределения результатов контроля 

радиационной стойкости производственных партий пластин 

Московская Юлия Марковна,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 
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7 10:45-11:00 

Специализированные электрические соединители и кабельные 

сборки для экстремальных условий эксплуатации: конструктивные 

решения, условия эксплуатации, методы испытаний и контроля 

Вохминцев Георгий Георгиевич, АО «Соединитель» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

8 11:30-11:45 

Обеспечение достоверности и повторяемости определения 

показателей стойкости изделий ЭКБ к воздействию импульсов 

напряжения по критерию выявления скрытых дефектов  

в полупроводниковых структурах и процессов деградации 

Шемонаев Александр Николаевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

9 11:45-12:00 

Модели и методы оценки влияния радиационных воздействий на 

электростатическую стойкость мощных кремниевых МОП 

транзисторов  

Бакеренкова Диана Максимовна, АО «НИИП» / НИЯУ МИФИ 

10 12:00-12:15 

Экспериментальное исследование дозовой деградации мощных 

SiС МОП транзисторов 

Сашников Денис Сергеевич, АО «Арсенал» КрЗПП» 

11 12:15-12:30 
Эксплозиметр водорода с высокой долговременной стабильностью 

Образцов Иван Сергеевич, НИЯУ МИФИ 

12 12:30-12:45 

Газовые сенсоры на основе МДП-конденсаторов  

для определения малых концентраций вредных и опасных газов 

Этрекова Майя Оразгельдыевна, НИЯУ МИФИ 

13 12:45-13:00 

Методические особенности контроля одиночных сбоев  

при воздействии ТЗЧ в твердотельных накопителях с включенной 

системой коррекции 

Бердо Матвей Сергеевич, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

14 13:00-13:10 

Конструктивная адаптация оптопар при радиационных испытаниях 

Колегов Леонид Александрович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

15 13:10-13:20 

Особенности адаптации модульных изделий для проведения 

исследований стойкости к воздействию тяжелых заряженных 

частиц 

Шаповалова Евгения Дмитриевна, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО 

СПЭЛС» 

 13:20-13:30 Дискуссия, выводы 

13:30-14:30 Обед 
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14:30-19:00 

Блок «Технологическое и контрольно-измерительное 

оборудование» 

Модератор: 

к.т.н. Уланова Анастасия Владиславовна,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

1 14:35-15:05 
Развитие отечественного электронного машиностроения  

от прошлого к будущему 

к.ф.-м.н. Веретенников Александр Владимирович, АО «ЭЗАН»  

2 15:05-15:25 
Развитие технологического оборудования в парадигме 

Комплексной программы развития электронного машиностроения 

Петренко Яков Игоревич, ФГУП «ЦРП» 

3 15:25-15:45 

Развитие функциональных материалов для микроэлектроники  

в парадигме Комплексной программы развития электронного 

машиностроения (тема на уточнении) 

к.ф.-м.н. Ежлов Вадим Сергеевич, АО «МНТЦ МИЭТ» 

4 15:45-16:00 
Особенности технологий производства особо чистых веществ  

и материалов в организациях АО «Росатом Наука» 

к.т.н. Мазилин Иван Владимирович, АО «Росатом Наука» 

5 16:00 -16:15 

Актуальные вопросы контроля привнесенных загрязнений на 

поверхность полупроводниковых пластин при испытаниях 

разработанных в рамках ОКР установок 

Кузнецова Вероника Александровна, АО «ЭНПО СПЭЛС» 

6 16:15 -16:30 
Российские ПЛК с применением отечественной ЭКБ 

Казаков Артем Евгеньевич, НИЦ «Курчатовский институт» - 

НИИСИ 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

7 17:00 -17:15 

ОНЛАЙН 

Периферийное оборудование, транспортно-загрузочные узлы  

и системы идентификации и ориентации пластин: мировой рынок 

и тенденции развития. Продуктовые предложения отечественных 

производителей в контексте отраслевых трендов  

Борисова Любовь Владимировна, ООО «Джиэнтех» 

8 17:15-17:30 

Современные высокоразрешающие оптические инструменты для 

оценки качества заготовок и готовых изделий полупроводникового 

производства 

к.ф.-м.н. Трусов Михаил Александрович,  

ООО «Активная фотоника» 
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9 17:30-17:45 

Разработка модульной платформы систем прецизионного 

перемещения для линейки инспекционного и метрологического 

оборудования 

Василевкин Евгений Владимирович, АО «Нанотроника» 

10 17:45-18:00 

Разработка программно-управляемого источника микросекундных 

высокоамперных импульсов для испытаний полупроводниковых 

приборов 

Златин Сергей Андреевич, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

11 18:00-18:15 

Снижение паразитной ёмкости коммутационной системы 

слаботочных сигналов для автоматизации функциональных 

испытаний 

Шевлягин Михаил Сергеевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

12 18:15-18:30 

Аппаратно-программный комплекс для измерения времени 

обратного восстановления и заряда восстановления 

полупроводниковых диодов 

Михайлов Денис Андреевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

13 18:30-18:45 
Разработка автоматизированного программно-аппаратного 

комплекса тестирования фотонных интегральных схем 

Бараковский Федор Алексеевич, АО «Акметрон» 

 18:45-19:00 Дискуссия, выводы 

08.09.2026 

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00-19:00 

Блок «Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, 

фотоники, пассивных изделий, микросистемной техники» 

Модератор: 

к.т.н. Усачёв Николай Александрович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

 09:00-9:05 
Приветственно слово модератора блока 

к.т.н. Усачёв Николай Александрович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

1 09:05-9:25 

Открытая платформа сверхоперативной разработки и выпуска 

доверенных аналоговых микросхем на основе унифицированных 

АБМК и сервисов MPW и MPC 

к.т.н. Попов Алексей Эдуардович,  

Донской государственный технический университет 
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2 09:25-9:40 

Подходы к созданию радиочастотных библиотек базовых 

элементов для КМОП технологических процессов 

Котов Владислав Николаевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

3 09:40-9:55 
Физический и эмпирический подход к восстановлению параметров 

моделей GaN HEMT 

Метёлкин Игорь Олегович, АО «Микроволновые системы» 

4 09:55-10:15 

Опытная версия подсистемы определения параметров SPICE 

моделей электронных компонентов для САПР РЭА гражданского и 

специального назначений 

д.т.н. Петросянц Константин Орестович, НИУ ВШЭ - МИЭМ 

5 10:15-10:30 

ОНЛАЙН 

Оптимизация процесса плазмохимического осаждения плёнок 

нитрида кремния для применения в технологии силовых GaN E-

HEMT 

Гребенников Василий Антонович, АО «ОКБ Планета» 

6 10:30-10:45 

Разработка поведенческой модели лазер-тиристора с анодным 

управлением 

Шульгин Михаил Андреевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

7 10:45-11:00 
Автоматизация расчёта системных параметров модульных СВЧ-

трактов на платформе СВЧ КИТ 

Григорьев Олег Викторович, ООО «СВЧ КИТ» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

8 11:30-11:45 

Разработка сигма-дельта модулятора с использованием  

КМОП технологических процессов 250 и 180 нм  

Соколов Тимофей Сергеевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

9 11:45-12:00 

Метрика интегрального показателя различимости  

для количественной оценки эффективности нормировки 

потребления питания цифровых интегральных схем 

к.т.н. Тишин Александр Сергеевич, АО «НИИМЭ» 

10 12:00-12:30 

Отечественные процессы серии Эльбрус: текущее состояние  

и перспективы развития 

Трушкин Константин Александрович, АО «МЦСТ» 

11 12:30-13:00 
Системы квантового распределения ключей: состояние и 

перспективы 

к.ф.-м.н. Криштоп Владимир Григорьевич, ИПТМ РАН 

12 13:00-13:15 Разработка бортовой электроники космических аппаратов  

на отечественной элементной базе: схемотехнические решения 
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к.т.н. Бакеренков Александр Сергеевич, АО «НИИ КП» 

13 13:15-13:30 

Разработка кварцевого генератора с быстрым запуском по 

технологии КМОП 250нм 

Волкова Анастасия Антоновна,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

13:30-14:30 Обед 

14 14:30-14:15 

Методологические рекомендации к калибровке 

сверхпроводникового гелиевого уровнемера 

Таймасханов Магомед Магомедхабибович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

15 14:45-15:30 

Доверенная СВЧ ЭКБ: специфика, состояние, перспективы 

к.т.н., доцент Миннебаев Вадим Минхатович,  

АО «Микроволновые системы» 

16 15:30-16:00 

Инструментарий для успешной разработки КМОП 

приемопередатчиков: технологические процессы и библиотеки, 

САПР, маршруты, схемно-топологические решения. Подведение 

итогов заседания 

к.т.н. Усачёв Николай Александрович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

17 16:00-16:30 

Презентация книги «Устройства приема и обработки сигналов: 

микроэлектронные высокочастотные устройства 

радиоприемников, систем связи»  

Авторы: 

д.т.н. Коротков Александр Станиславович,  

Головань Ольга Андреевна, Издательство «Техносфера» 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

18 17:00-17:30 
Презентация книги «Технология КМОП интегральных микросхем» 

Автор – д.т.н. Шелепин Николай Алексеевич, Издательство 

«Техносфера». 

19 17:30-19:00 

Интерактивный мастер-класс «Разработка GaAs pHEMT СВЧ 

усилителя в САПР Keysight ADS» 

Чернышев Глеб Олегович, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

09.09.2026  

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00-19:00 

Блок «Доверенная электроника» 

Модератор: 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ  

1 09:00-09:05 Приветственное слово модератора блока 
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к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ 

2 
09:05-09:40 

 

Подход к формированию требований, обеспечению  

и подтверждению доверенности (качества и безопасности) 

электроники (расширенный обзорный доклад) 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

ПК3 «Доверенная ЭКБ» ТК 167,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

3 09:40-10:00 

Прослеживаемость в процессах жизненного цикла критических 

электронных компонентов, комплексах и систем  

Сидорин Юрий Юрьевич, АНО «Доверенная платформа» 

4 10:00-10:20 

Интеграционные модели доверенных СФ-блоков на ранних 

стадиях разработки: требования, валидация и верификация  

Косарев Иван Михайлович,  

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИСИ 

5 10:20-10:40 
Владение исходным кодом не значит владение продуктом 

Мухин Алексей Анатольевич, АО «МЦСТ» 

6 10:40-11:00 

Оценка способов реализации угроз внедрения аппаратных 

закладок  

к.ф.-м.н. Лачинов Алексей Алексеевич,  

«Росатом. Квантовые технологии» 

11:00 – 11:30 Кофе-брейк 

7 11:30-11:45 

От угроз к требованиям: аппаратно обеспечиваемая безопасность 

памяти в доверенных компонентах безопасности 

к.т.н. Карантаев Владимир Геннадьевич,  

«Лаборатория Касперского» 

8 11:45-12:00 

Исследование временной изоляции доверенных многоядерных 

архитектур средствами покомандного моделирования 

к.т.н. Гревцев Никита Артемович,  

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИСИ 

9 12:00-12:30 

Исследование архитектурных методов балансировки 

энергопотребления для повышения устойчивости аппаратной 

реализации алгоритма Кузнечик к анализу энергопотребления 

Алексеев Валерий Дмитриевич, АО «НИИМЭ» 

10 12:30-12:45 

Особенности применения метрики TVLA к аппаратным 

реализациям алгоритмов шифрования AES и «Кузнечик» 

Михайлов Виктор Юрьевич, АО «НИИМЭ» 

11 12:45-13:00 

ISO/IEC 17825: анализ изменений в методологии оценки побочных 

каналов 

Михайлов Виктор Юрьевич, АО «НИИМЭ» 
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12 13:00-13:15 

Использование аппаратных счетчиков производительности  

для распознавания поведения пользовательского программного 

обеспечения 

Земков Савва Игоревич,  

НИЦ «Курчатовский институт» - НИИСИ 

13 13:15-13:30 

ОНЛАЙН  

Анализ энергопотребления легковесного криптографического 

алгоритма SPECK 64/128 

к.т.н. Маро Екатерина Александровна,  

Южный федеральный университет 

13:30-14:30 Обед 

14 14:30-15:00 

Синергия доверенной микроэлектроники и искусственного 

интеллекта 

Пончаков Михаил Юрьевич, ЭАГ ПК3 ТК 167 

15 15:00-15:15 

Цифровой паспорт и децентрализованные идентификаторы  

в системах идентификации с поддержкой доверия 

к.т.н. Семёнов Антон Валерьевич, ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ 

16 15:15-15:30 

Построение доверенной сетевой топологии ПАК под управлением 

отечественных встраиваемых систем на основе теории 

кристаллографии 

к.т.н. Иванов Денис Вадимович,  

Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого 

17 15:30-15:45 

Доверенная ЭКБ как инструмент обеспечения резильентности  

в условиях непосредственной угрозы производственным 

мощностям и цепочкам поставок 

Харченко Максим Эдуардович, АО «ВЗПП-С» 

18 15:45-16:00 
Задание критериев доверенности при поставке ЭКБ для ПАК КИИ 

Каретко Леонид Игоревич, АО «РАСУ» 

19 16:00-16:15 
Экспериментальное подтверждение критериев доверенности ЭКБ 

Ткачук Михаил Викторович, ООО «ИРЗ-Тест» 

20 16:15-16:30 

Автоматизация рентгеновской верификации кристаллов 

доверенных микросхем 

Побоженский Степан Андреевич,  ООО «Развитие ЭК» 

Горбась Андрей Витальевич,  

АО «Российские космические сисемы» 

16:30-17:00 Кофе-брейк 
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21 17:00-17:15 

Проблемные вопросы построения систем тестирования малых 

космических аппаратов на примере испытаний бортового 

компьютера 

Леухин Иван Борисович,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

22 17:15-17:30 

Повышение стабильности физически неклонируемых функций  

на основе ПЛИС Xilinx 

Козин Дмитрий Андреевич,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

23 17:30-17:45 

Оптимизация алгоритма перевода чисел в модульной арифметике 

с использованием ПЛИС 

Турбин Денис Сергеевич, НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

24 17:45-18:45 Обсуждение докладов, дискуссия 

25 18:45-19:00 Подведение итогов 

26 19:00-20:00 

Заседание клуба In Vino Veritas  

Презентация книги «История виноторговли в России» 

Автор Ставцев Александр Владимирович, издательство «АСТ» 

10.09.2026 

08:30-09:00 Сбор и регистрация участников 

09:00-19:00 

Блок «Развитие стандартизации в доверенной электронике» 

Модераторы блока: 

Гребенников Иван Сергеевич, АО «НПО «КИС» 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

АИЦ ИБСЗИ НИЯУ МИФИ 

к.т.н. Левин Роман Григорьевич,  

АО «РНИИ «Электронстандарт» 

 09:00-9:15 Вводное слово модераторов 

09:15-11:00 
Обсуждение технических аспектов Перспективной программы 

стандартизации в области доверенной ЭКБ 

1 09:15-9:40 

Общее представление базовых идей перспективной программы 

стандартизации в области доверенной ЭКБ 

к.т.н. Левин Роман Григорьевич,  

ТК 303, АО «РНИИ «Электронстандарт» 

 09:40-10:00 Обсуждение  

2 10:00-10:20 

Доверенный компонент безопасности: разработка и ключевые 

положения проекта национального стандарта ГОСТ Р  

«Защита информации. Доверенный компонент безопасности.  

Часть 1. Общие положения» 
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к.т.н. Карантаев Владимир Геннадьевич,  

ТК 362, АО «Лаборатория Касперского» 

 10:20-10:40 Обсуждение 

 10:40-11:00 Подведение промежуточных итогов 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

 11:30-13:30 Обсуждение основных положений из проектов стандартов  

на доверенные интегральные микросхемы 

3 11:30-12:00 Общее представление базовых идей и проектов стандартов 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

ПК3 «Доверенная ЭКБ» ТК 167, НИЯУ МИФИ 

4 12:00-12:20 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Микросхемы интегральные доверенные. Общие 

требования к разработке»  

5 12:20-13:10 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Микросхемы интегральные доверенные. Общие 

требования к поставке» 

6 13:10-13:30 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Микросхемы интегральные доверенные. Типовые 

факторы нарушения доверенности» 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:30 
Обсуждение основных положений из проектов стандартов  

на доверенные программно-аппаратные комплексы 

7 14:30 -14:50 

Общее представление базовых идей и проектов стандартов 

Гребенников Иван Сергеевич,  

ПК1 «Доверенные ПАК» ТК 167, АО «НПО КИС» 

8 14:50-15:10 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Программно-аппаратные комплексы доверенные. 

Критерии доверия. Термины и определения» 

9 15:10-16:10 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Программно-аппаратные комплексы доверенные. 

Общие технические требования» 

10 16:10-16:30 

Обсуждение положений ГОСТ Р «Критическая информационная 

инфраструктура. Программно-аппаратные комплексы доверенные. 

Жизненный цикл. Общие положения» 

16:30-17:00 Кофе-брейк 

 17:00-18:00 

Результаты обсуждения проектов: 

− ГОСТ Р «Критическая информационная инфраструктура. 

Микросхемы интегральные доверенные. Общие положения»; 
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− ГОСТ Р «Критическая информационная инфраструктура. 

Микросхемы интегральные доверенные. Общие технические 

условия»; 

− ГОСТ Р «Критическая информационная инфраструктура. 

Микросхемы интегральные доверенные. Общие требования к 

жизненному циклу». 

к.т.н. Кессаринский Леонид Николаевич,  

ПК3 «Доверенная ЭКБ» ТК 167,  

НИЯУ МИФИ - АО «ЭНПО СПЭЛС» 

 18:00-18:30 Свободная дискуссия  

 18:30-19:00 Общая дискуссия. Подведение итогов Предконференции №1 
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